电子行业计量技术规范项目建议书

	建议项目名称
	陶瓷封装外壳飞针测试系统校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	中国电子科技集团公司第十三研究所

	联系人
	荆晓冬
	联系电话
	0311-87091561
18503287679

	任务年限
	1年
	申请经费
	4万元

	参加单位
	无

	具备的特点
	█安全 █节能 █环保 □自主创新 □其他___

	目的、意义和

必要性

目的、意义和

必要性
	1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性；

封装技术是为封装集成电路系统提供机械支撑、电气互联、散热通道、电磁屏蔽、环境保护等功能的关键技术，而陶瓷封装外壳作为陶瓷封装器件的主要部分，因为其优良的性能与良好的可靠性，被广泛应用于航空、航天、电子等各个领域的高精尖装备之中。陶瓷封装外壳飞针测试系统是找出陶瓷封装外壳上金属线路中的开路、短路、潜在开路和潜在短路以及测量线路中电阻、电感、电容数值的检测设备。按照测试方法的不同可分为开路测试、短路测试和电阻、电感、电容测试。陶瓷封装外壳飞针测试系统适用于CSOP、MPC、CQFP等绝大部分陶瓷封装形式外壳的测试，是半导体陶瓷封装工艺生产线的关键设备之一。
仅陶瓷外壳的单价就有几百元至几万元不等，形成产品后价格更加昂贵，当陶瓷外壳的性能不满足要求时，最直接的危害就是导致最终产品报废，所以在封装前对陶瓷外壳性能准确无误的测试就显得格外重要。陶瓷封装外壳飞针测试系统主要有电阻、电容、电感测试的功能，其通过自身的电阻、电容、电感的测试功能，来判断封装外壳内部结构的通断或者完成电阻、电容、电感参数的测量，从而为最终产品检测出性能合格的封装外壳。
陶瓷封装外壳飞针测试系统主要分为两部分：测量系统、校准板，其测试原理为：首先利用飞针测试系统自带的校准板进行自检，其次测试人员将陶瓷外壳分成不同的待测区域，通过编程的手段将陶瓷外壳的图形以及待测区域的合格限录入控制系统中，控制系统根据程序来控制飞针测试系统的数根探针在外壳表面飞速转换测试待测区域，最终在显示器上呈现出不同颜色来区分陶瓷外壳中不合格的区域。无论是利用校准板的校准过程，还是对陶瓷封装外壳的测试过程，飞针测试系统都是通过数根探针来传递信号。
陶瓷封装外壳飞针测试系统的测量原理如图1所示，主要由校准板、探针、传动机构、连接线和测试、显示装置五部分组成，为了保证飞针测试系统在应用过程中对陶瓷封装外壳电路参数测量准确，应对飞针测试系统在探针端面进行整体计量。
[image: image1.jpg]bl

ErkE

MERE

\

[ 4

k1*“5511191#3

WIS/





图1 陶瓷封装外壳飞针测试系统测量原理图

目前计量陶瓷封装外壳飞针测试系统的问题主要有以下三点：

（1） 没有校准规范；

（2） 计量人员仅计量飞针测试系统校准板上参数;
（3） 由于部分陶瓷封装外壳飞针测试系统内部测量模块为测量仪器形式，可以拆卸。针对测量仪器可拆卸的飞针测试系统，目前仅将其内部仪器单独计量；
目前，国内外没有计量陶瓷封装外壳飞针测试系统的计量技术规范，现有计量技术规范JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG 837-2003《直流低电阻表检定规程》、GJB 8817-2015《宽量程数字RLC测量仪检定规程》等均没有对探针接口形式系统的计量方法，因此不适用于飞针测试系统的计量。

若计量人员仅计量飞针测试系统校准板上参数并没有实现整个系统的整体有效校准，因此不可行。
由于飞针测试系统的测量仪器集成在整机内部，单独拆下计量会忽略系统中探针端与测试端面的接触电阻、泄漏电流以及探针与测试仪器连接线路的分布电容、电感等因素的影响，造成不可忽略的测量误差。并且部分飞针测试系统是通过集成在电路板上的测量模块进行测量，无法拆下单独计量。

综上所述，为了保证陶瓷封装外壳飞针测试系统测试的准确，对其开展可靠的计量校准工作，编制《陶瓷封装外壳飞针测试系统校准规范》，是保证其量值可靠一致、量值准确的重要手段。
2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景；

《陶瓷封装外壳飞针测试系统校准规范》的先进性和亮点就是根据陶瓷封装外壳飞针测试系统本身的特点，规范了陶瓷封装外壳飞针测试系统的校准方法，填补了这一项目的空白。

随着数字电子技术的不断发展，生产制造水平的不断提高，半导体陶瓷封装外壳的需求量日益增大，飞针测试系统的应用也日益增多。陶瓷封装外壳飞针测试系统是保障陶瓷封装器件产品性能可靠的重要测试手段，可以有效地排除因陶瓷外壳检测失误而导致的产品失效，从而提高陶瓷封装产品的合格率，减少经济损失。面对中国制造2025的大时代，计量需先行。新一代信息技术与制造业深度融合是“中国制造2025”的核心内容，计量测试是信息技术的源头，智能制造、智能生产，没有计量测试便无从谈起。
校准规范的制定，可以系统的确定陶瓷封装外壳飞针测试系统的校准方法，保证其电阻、电容、电感量值有效溯源。同时，测试人员可以利用所得校准值更加准确的修正飞针测试系统测量值，从而保证封装器件陶瓷外壳性能的可靠性，具有一定的经济效益和显著的社会、军事效益，符合助力中国制造2025的大趋势。
3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）；

国内无陶瓷封装外壳飞针测试系统的计量技术规范。相关技术规范JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG 837-2003《直流低电阻表检定规程》、GJB 8817-2015《宽量程数字RLC测量仪检定规程》中，均没有对探针接口形式的测量方法进行描述，而且上述规范中没有飞针测试系统中校准板的标定方法，因此不适用于校准飞针测试系统。相关计量技术规范JJG 166-1993《直流电阻器检定规程》中明确规定了不适用于在电路中永久安装的电阻器，仅靠JJG183-2017《标准电容器检定规程》和JJG726-2017《标准电感器检定规程》无法标定校准板的全部参数。

	范围和主要

计量特性
	1.计量技术规范的适用范围；

适用于新制造、新购置、修理后、使用中的陶瓷封装外壳飞针测试系统电阻、电容、电感参数的校准。
2.以典型仪器或试验设备（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差；
陶瓷封装外壳飞针测试系统可分为两部分：

（1）校准板；

（2）探针测试系统。
两部分分别校准，计量特性如下：
表1校准板上参数
技术指标名称
测量范围
测量不确定度
电阻

10mΩ~10GΩ
±(0.3%~2%)
电容

1pF~100nF
±(0.4%~2%)
电感

10μH~100μH
±1%
表2 探针测试系统参数
技术指标名称
测量范围
最大允许误差
电阻测量
10mΩ~10GΩ
±（1%~3%）
电容测量
1pF~100nF
±（2%读数+30fF）
电感测量

10μH~100μH
±5%

对于内部测量模块无法拆卸的测试系统，不对内部测量仪器进行单独校准。但对于测量设备可拆卸的陶瓷封装外壳飞针测试系统，应将测量设备（高阻计、欧姆表、LCR测量仪等）拆卸，依据相关计量技术规范单独校准。
3.主要测量标准的技术指标：
（1）数字多用表

测量范围：1Ω~100MΩ
最大允许误差：±（1.0×10-5~5.0×10-4）

（2）标准电阻

测量范围：10mΩ~100mΩ
最大允许误差：±1.0×10-4
（3）带有高阻测量功能的仪器（如高阻计、绝缘电阻测量仪、源表测试系统等）
测量范围：100MΩ~10GΩ
最大允许误差：±（9.5×10-4~1.5×10-3）
（4）LCR测量仪
测量范围：10pF~1μF
最大允许误差：±（5.0×10-4~1×10-3）
测量范围：10μH~10mH

最大允许误差：±（5.0×10-4~3×10-3）

（5）标准电容
电容值：1pF~10pF
最大允许误差：±1×10-3
4.简要描述主要计量项目的技术原理。

校准陶瓷封装外壳飞针测试系统分为两步：

（1）校准板上参数校准：
（1.1）电阻

原理：采用直接测量法。利用带有电阻测量功能的标准器直接对校准板上电阻进行校准。
（1.2）电容

原理：采用直接测量法。利用标准LCR测量仪直接对校准板上电容进行校准。
（1.3）电感

原理：采用直接测量法，利用标准LCR测量仪直接对校准板上电感进行校准。
（2）利用校准板作为传递标准校准探针测试系统

（2.1）电阻测量
原理：采用直接测量法。控制测试系统探针接触校准板上电阻PAD进行校准。
（2.2）电容测量
原理：采用直接测量法，控制测试系统探针接触校准板上电容PAD进行校准。
（2.3）电感测量
原理：采用直接测量法。控制测试系统探针接触校准板上电感PAD进行校准。
对于测量设备可单独拆卸的陶瓷封装外壳飞针测试系统，应将测量设备拆下按相应计量技术规范单独校准，校准范围应至少覆盖表2中计量特性。

（1）对于单独拆卸的欧姆表：应依据JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》等计量技术规范进行校准；

（2）对于单独拆卸的LCR测量仪：应依据GJB 8817-2015《宽量程数字RLC测量仪检定规程》等计量技术规范进行校准；

（3）对于单独拆卸的高值电阻测量仪器：应依据JJG 690-2003《高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程》等计量技术规范进行校准；

（4）对于单独拆卸的低值电阻测量仪器：应依据JJG 837-2003《直流低电阻表检定规程》等计量技术规范进行校准。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况

简要说明
	1.与国内相关技术规范之间的关系；

国内现有计量技术规范JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG 837-2003《直流低电阻表检定规程》、GJB 8817-2015《宽量程数字RLC测量仪检定规程》中，均没有对探针接口形式的测量方法进行描述，而且上述规范中没有飞针测试系统中校准板的标定方法，因此不适用于校准飞针测试系统。现有计量技术规范JJG 166-1993《直流电阻器检定规程》中明确规定了不适用于在电路中永久安装的电阻器，无法对校准板上电容、电阻、电感进行标定，所以不适用。JJG183-2017《标准电容器检定规程》和JJG726-2017《标准电感器检定规程》仅有电容值和电感值的测量方法，未对电阻值进行介绍，同样不适用。
2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况；

无此类情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）

月  日
	技术

委员会
	（盖公章）

月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）

月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
